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Fremgangsm3de og apparat til massespektralanalyse af ukendte
substanser, som forekommer p8 en overflade i ekstremt lave koncen-
trationer. En prgvestrile sSsom en ionstrdle, elektronstrdle eller la-
ser rettes mod overfladen, som skal undersgges, for at fjerne en
materialeprgve. En ikke-tunet hgjintensitetslaser rettes mod et rum-
ligt omrd3de ner overfladen. Laseren har tilstrakkelig intensitet til
at fremkalde en hgj grad af ikke-resonant og dermed ikke-selektiv
fotoionisering af materialeprgven i laserstriien. Den selektivt ionise-
rede prgve underkastes derefter massespektralanalyse for at be-

stemme arten af de ukendte substanser.
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